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我々は 2015年度打ち上げ予定の ASTRO-H 衛星に搭載される軟X線撮像検出器 (Soft X-ray Imager : SXI)の
開発を進めている。CCD は空乏層厚 200 µm の P チャンネル裏面照射型であり、0.4–12 keV の広いエネルギー
帯域で撮像・分光を実現する。CCD 素子はX線入射面に可視光を遮断する OBL (Optical blocking layer) を持つ
ため、軟X線帯域の検出効率は 100%ではない。そこで我々は SXI のフライトモデルの検出効率の測定を行った。
我々は 2014年 8–9月、京都大学において SXI のフライトモデル較正試験を行った。この試験では京都大学が

開発した回転型 X 線発生装置（2013年度秋季年会で発表）を用いて素子の検出効率測定や応答関数構築を行っ
た。本試験では、主に F-Kα（0.68 keV）、Mn-Kα（5.9 keV）、Ge-Kα（9.9 keV）の３つのエネルギーの異なる
輝線を SXI に照射した。これは機上で較正線源として用いる 55Fe およびその低エネルギー側、高エネルギー側
の各１点ずつのデータ取得を企図したものである。回転型 X 線発生装置からの X 線強度を予め検出効率が既知
の Amptek社製 SDD (Silicon Drift Detector) で測定し、これをリファレンスとしてフライトモデルの検出効率
を導出した。本発表では、このX 線発生装置の概要とそれを利用した較正試験の結果、および素子の検出効率測
定の現状について報告する。


